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論文内容の要旨
顎・顔面頭蓋の成長発育の様相を的確に把握することは、歯科矯正臨床において、診断および治療
方針の決定、予後の判定などに際しきわめて重要で、ある。
Broadbent が頭部 X線規格写真法を歯科矯正学の分野に導入して以来 顎・顔面頭蓋の成長につ
いての研究は急速に進展し、数多くの業績発表がある。しかしそれらの多くは12才未満の児童を対象
としており、 12才以後成人にいたる期間に生じる成長の過程については未だ十分に解明されてはいな
し、。
きらにこの12才以降における成長発育は、思春期の“spurt" のために骨格成長量が大きいだけで
なく、成長の方 I旬、量、 “spurt" の時期などに大きな個体差を示すことが考えられており、そのた
めには同一個体の顎・顔面頭蓋の成長を経時的に追求することが必要で、あるが、従来日本人について
12才以後20才までの個成長を長期観察した報告はみられない。
本研究は上述の見地から、 12才から 20才までの顎・顔面頭蓋の成長を、頭部X線規格側貌写真の縦
断的資料を用いて、平均成長および個成長の 2 面から検討したものである。
研究資料は、大阪大学歯学部歯科矯正学教室所蔵のもので、昭和39年度中学 1 年(12才)の男子31名、
女子20名を対象として、 12才時、 2 年後の14才時(中学 3 年)、 5 年後の17才時(高校 3 年)、さら
にそのうちの男子22名、女子11名については 8 年後の20才時(大学 3 年)まで追跡撮影した頭部X線
規格側貌写真、計186枚である。
各フィルムから通法により作成した透写図上に、顎・顔面頭蓋を代表する 13計測点( S 、 N 、 Ans 、
A 、 U1 、 L1 、 B 、 Pog 、 Me 、 Ptm' ， 6 、 Go 、 Ar) と 3 基準平面 (S-N平面、 NF平面、 および
下顎下縁平面)を設定し、下記の計測を行なった。
1 )角度的計測:ど SNA、ど SNB、どANB 、どと SNP 、 ζSN-ABの 5 項目
2)ネ泉自~言十 j則 : N-Me 、 S-Me 、 Ar-Me 、 Ar-Go 、 Go-Me 、 Ptm'-A二 U l-NF 、 L 1 -Mp 、
overbite 、 over jet の 11項目
3)Height と depth の計~~IJ :トルコ鞍の中心 S を基準点とし、 S-N平面を X軸、 S を通るその垂線
を Y軸として、各計測点から X軸への距離をその計測点のheight 、 Y 軸への距離をdepth とした。
以上の計測方法から得た計測値について次の検討を行なった。
1. 各年令時における各項目計測値の平均値、標準偏差を男女それぞれについて求め、さらに計測
平均値から各年令時のprofilogram を作成した。
2. 各年令聞における各項目変化量の平均値、標準偏差を男女別に求め、その有意性の検定を行な
った。
3. 各年令時の計測平均値および各年令聞の変化量平均値の性差を検定し、 12才以後に男女間にみ
られる成長型、成長量の差異を検討した。
4. 線的計測項目と S-N については、 20オ時の計調IJ平均値に対する各年令時の計調IJ平均値の百分
率を求め、その年令時の成長度とした。
5. 各個人別の成長過程を縦断的に追跡、観察し、その方向、量、時期についての例体差を検討し
た。
その結果以下のことがわかった。
1 .平均成長について
1 ) 男子: 12~14才、 14~17才間ではskeletal profileが直線化することを示す角度的変化が認め
られたが、 17~20才間では有意の変化が認められなかった。 Heightの計測では、ほとんどすべての
項目において各年令聞で有意の増加を示した。他方depthでは 12~14才、 14~ 17才聞にはほとんどす
べての項目において有意の増加が認められたが、 17~20才問では、 6 、 Arの 2 計測点以外有意の変
化をボさなかった。
2) 女子: Skeletal profile は 12~20才の 8 年間には有意の変化を示さなかった。 Height 、 depth
ともに 12~14才、 14~17才の聞には多くの項目において有意の変化が認められたが、 17~20才聞には
ほとんどの項目に有意の変化が認められなかった。
3) 性差: 12才時の顎・顔面j頭蓋には有意の性差を示す部位が少ないが、以後17才頃まで急速に男
子の成長が優るため性差は大きくなり、この傾r('J は 20才まで続いた。とくに男一子Goの下降が著しく、
下顎下縁平面の傾きに男女聞に特徴的な差が生じた。
4) 成長度: 20才時の顎・顔面頭蓋の大きさに達するのに残きれた成長量の割合は、 12才以後の各
年令時において男子では女子のがJ 2 倍であった。また男女とも部位によって成長度が異なり、 20才値
に早く到達する部位と遅く達する部位とが認められた。
11. 個成長について
男女とも個体によって成長型には大きな差が認められ、 S-N平面に対して顎・顔面頭蓋の前方成
長が優位のタイプと、下方あるいは後下方への成長が優位のタイプとがみられた。
成長量の個体差はとくに男子において著しく、たとえば12才以後 8 年間にみられた Ar-Me の増加
量の最大は2併問、最小は 6 附て\ 14酬の差がみられた。
。。ワ臼
顎・顔面頭蓋の成長時期については、 “spurt" が 12才以前にすでに終っていると思われる個体や、
17才近くになって現われる個体などさまざまな様相を呈した。
論文の審査結果の要旨
顎・顔面頭蓋の成長変化についての詳細は、今日なお不明な点が多い。
本研究は、 12オから 20才までの 8 年間にわたって追跡撮影された頭部X線規格側貌写真によって、
日本人顎・顔面頭蓋の成長を平均成長および個成長の 2 面から検討したものである。
顎・顔面頭蓋の形態と大きさの成長変化、その性差、成長度、さらに個体の縦断的観察によって、
成長の方向、量、時期に関する個体差などについて重要な知見を得たものであり、歯科矯正学の上で、
診断治療方針の決定および、予後判定などに大きく貢献しうる業績であると認める。
よ勺て、本研究者は 歯学博士の学位を得る資格があると認める。
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